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PCA Zakres akredytacji Nr AP 162

Krajowe Ustugi Metrologiczne , M. Koziorowski, P. Koziorowski s.c.
ul. Demokratyczna 117, 93-348 £.6dz

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiaro Niepewnosc Miejsce Metoda
P P wy pomiaru dla CMC dziat. pomiarowa
Dlugosé
2 2 2
Plytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2) (0,5+100) mm v 0,06" +1,05% -/, S IW/KUM/16/01
pum gdzie Inw m
(0 +150) mm 8 um
(0 +300) mm 11 um
Lo (0 + 500) mm 16 pm
Suwmiarki (0 + 600) mm 18 ym S
(0 +800) mm 23 um
(0 +1000) mm 29 ym
gg * ;gg; mm 131 um IW/KUM/01/01
C . + p
Glebokosciomierze suwmiarkowe (0 + 500) mm 16 um S
(0 + 600) mm 18 um
(0 +300) mm 11 um
C . (0 + 600) mm 18 um
Wysokosciomierze suwmiarkowe (0 + 750) mm 22 um S
(0 +1000) mm 29 ym
Przyrzady suwmiarkowe specjalne
Spoinomierze suwmiarkowe cyfrowe 6
- spoiny na ptaszczyznie 10”";1
- spoiny w narozach (0+30) mm H S
Spoinomierze suwmiarkowe analogowe
- spoiny na ptaszczyznie 0,06 mm
- spoiny w narozach 0,06 mm IW/KUM/01/02
Spoinomierze
- wysokos¢ spoin czotowych (0+15) mm 0,06 mm
- wysokos¢ spoin pachwinowych (0 +20) mm 0,06 mm s
- grubos¢ spoin pachwinowych (0 +15) mm 0,06 mm
- szerokos¢ spoin czotowych (0 + 60) mm 0,21 mm
- glebokos¢ podcigcia do 6 mm 0,065 mm
\;\gzgl‘;g‘s;vciomierze do pomiaru wysokosci kot (0 + 1000) mm 0,5mm s IW/KUM/01/03
(0 +25) mm 0,9 um
(25 + 50) mm 1,1 um
(50 + 75) mm 1,3 um
(75 +100) mm 1,7 um
(100 + 125) mm 2,0 um
(125 + 150) mm 2,4 um
(150 + 175) mm 2,7 um
Mikrometry zewnetrzne (175 + 200) mm 3,1 um S
(200 + 225) mm 3,4 um
(225 + 250) mm 3,7 um
(250 + 275) mm 4,0 um
(275 + 300) mm 4,4 um
(300 + 400) mm 4,7 um
(400 + 500) mm 6,1 um IW/KUM/02/01
(500 + 600) mm 7,5 um
(5+30) mm 1,0 um
(30 + 55) mm 1,2 um
(50 + 75) mm 1,5 um
(75 +100) mm 1,8 um
(100 + 125) mm 2,0 um
. (125 + 150) mm 2,5um
Mikrometry wewnetrzne (150 + 175) mm 2.8 um S
(175 + 200) mm 3,2 um
(200 + 225) mm 3,5 um
(225 + 250) mm 3,8 um
(250 + 275) mm 4,2 ym
(275 + 300) mm 4,5 um
(0+15) mm 0,7 pm
Gtowice mikrometryczne (0 +25) mm 0,8 pm S
(0 +50) mm 1,0 ym
(0 +50) mm 0,8 pm
(50 + 100) mm 1,3 pm IW/KUM/02/02
o . (100 + 150) mm 1,9 um
Glebokosciomierze mikrometryczne (150 + 200) mm 2.6 ym S
(200 + 250) mm 3,3um
(250 + 300) mm 3,9 ym
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 162

. . . . Niepewnosé Miejsce Metoda
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakr: miar . ’ t
P axres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. pomiarowa
Dtugos¢
Transametry zakr. cz(udrln:asot;:lnor#m 0,3 um S IW/KUM/02/03
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem +14
- zespét czujnikowy * 140 ym 0,3 um
i} A (0 +25) mm 0,8 pm
zespo6t mikrometryczny (25 + 50) mm 1,0 ym
(50 + 75) mm 1,3 pm S IW/KUM/02/03
v}
(75 +100) mm 1,6 um
(100 + 125) mm 1,9 um
(125 + 150) mm 2,3 ym
30 mm 0,8 pm
35 mm 0,9 pm
50 mm 1,0 ym
63 mm 1,2 um
75 mm 1,3 um
88 mm 1,5 um
100 mm 1,6 um
125 mm 1,9 ym
Srednicowki mikrometryczne dwupunktowe 1?2 mm g’g E: S IW/KUM/02/04
200 mm 2,9 ym
225 mm 3,3um
250 mm 3,6 pm
275 mm 3,9 um
300 mm 4,3 ym
325 mm 4,6 ym
350 mm 4,9 ym
375 mm 5,3 ym
Srednicéwki mikrometryczne tréjpunktowe (3+100) mm 1,9 um
Srednicéwki czujnikowe tréjpunktowe (100 + 175) mm 2,9 um s IW/KUM/02/05
(25 + 50) mm 0,5 um
Wzorce nastawcze do wymiaréw zewnetrznych (50 +100) mm 0,6 um S IW/KUM/02/06
(100 + 150) mm 0,8 um
kres do 10 mm 2,5um
Czujniki analogowe zakres K
— dziatka elementarna 0,01 mm powyzej 10 do 30 mm 2,9 pm
powyzej 30 do 50 mm 3,3 um
. do 12,7 mm 3,6 um
Czujniki cyfrowe ¢ DK
_ . P pow. 12,7 do 25,4 mm 3,7 um
rozdzielczos$é 0,01 mm pow. 25.4 do 50,8 mm 41pm
Lo do 12,7 mm 3,1 um
Czujniki cyfrowe ! o H
—rozdzielczos$¢ 0,005 mm pox. ;g’z :o :g’g mm g’g km Wzorcowanie za
pow. 29,4 do 50,6 mm 0 pm s pomoca gtowicy
P do 12,7 mm 2,8 um mikrometrycznej
Czujniki cyfrowe O K
- X iy pow. 12,7 do 25,4 mm 2,9 um
rozdzielczos$é 0,001 mm pow. 25.4 do 50,8 mm 3.4 um IW/KUM/05/01
Czujniki analogowe
z uchylnym trzpieniem do 3 mm 2,5um
dziatka elementarna 0,01 mm
Czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem
- rozdzielczo$¢ 0,01 mm do 1 3,4 um
- rozdzielczo$é 0,005 mm o1 mm 2,9 um
- rozdzielczos¢ 0,001 mm 2,5um
Czujniki analogowe Wzorcowanie za
- dziatka elementarna 0,002mm i 0,001mm do 5 mm 1.8 pm pomoca przyrzadu
S R
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem do 0.6 18 Typ 521-100
- dziatka elementarna 0,002mm i 0,001mm © 55 mm S pm IW/KUM/06/01
Szczelinomierze
- listkowe (0,02 + 3,0) mm 0,3 um
— klinowe szerokie (0,5 + 27) mm 12 pm S IW/KUM/07/01
— klinowe — klin ptaski (0,5 + 45) mm 8 um
Sprawdziany tloczkowe ( é;jfgz))m:m P b s IW/KUM/07/02
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 162

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiaro Niepewnos¢ Miejsce Metoda
P P wy pomiaru dla CMC dziat. pomiarowa
Dlugosé
2 2 2
Folie wzorcowe (0 + 8000) um L4 +127-1 S IW/KUM/07/06
w pum gdzie /w mm
12 mm 0,5 um
15 mm 0,5 pm
i . . 27 mm 0,7 um
Ptaskorownolegte ptytki interferencyjne ’
- odchytka dtugosci 40 mm 0,9 pm S IW/KUM/08/01
52 mm 1,1 ym
65 mm 1,3 um
77 mm 1,5 ym
Wateczki pomiarowe:
- do gwintow (0,17 + 6,35) mm 0,40 pm
) . (0,05 +10,0) mm 0,36 ym S IW/KUM/09/01
do otworow (10,0 + 20,0) mm 0,37 ym
- do kot zebatych (1,7 +17) mm 0,37 pm
. R (1+7) mm 4 ym
}N:::;::g;tl::;wych R (7,5+15) mm 15 pm IW/KUM/10/01
P R (15,5:25) mm 21 um
Wzorce zarysu gwintu
- metrycznego (0,25 + 6) mm 4 pm S IW/KUM/10/02
- calowego (4 + 62) zwoje na cal 4 pm
Wzorce kreskowe lup pomiarowych do 30 mm 3,2 ym S IW/KUM/10/04
pow. 30 mm do 50 mm 4,0 ym
Czujniki optyczne
- MOP 02/20 (-20 + +20) mm 0,12 um S,P IW/KUM/12/01
- MOP 1/100 (-100 + +100) mm 0,13 um
Btedy pomiaru
dlugosciomierza
V(0,112 + 3,42 . [2)
Diugosciomierze pionowe Abbego (0+100) mm w pm gdzie /r w m S, P IW/KUM/12/02
Btedy pomiaru
mikroskopu
odczytowego
0,12 ym
Dtugosciomierze poziome Abbego zakres (0+100) mm
pomiary mikroskopu odczytowego do 3 mm 0,1 um s, P IW/KUM/12/03
pomiary zewnetrzne do 100 mm 0,5um
pomiary wewnetrzne do 100 mm 1,0 pm
Wysokosciomierze cyfrowe V3,86% +3,24% - 12
rozdzielczosci: /2,982 + 3,242 - I2
0,01 mm J0,982 + 3,242 2
0,005 mm do 1000 mm i *3 n S, P IW/KUM/12/04
0,001 mm V0,842 + 3,242 - [2
0,0005 mm 0,802 + 3,242 - I2
0,0001 mm i > "
w um gdzie /n wm
doSm V(0,112 +0,0282 - 12)
powyzej 5mdo 10 m J0.16% +0,0282 - (1-5)
sei 2 2. (] —
Przymiary wstegowe powyzej 10 m do 15 m /0.207 +0,028” - (1 - 10 S IW/KUM/13/01
powyzej 15 m do 20 m J/0.232 + 0,0282 - (I — 15
powyzej20mdo 25m | v/0.262 +0,028% - (i - 20
w mm gdzie lwm
Przymiary sztywne i pétsztywne
- sztywne do3m V(0,112 + 0,028 - 12) ] IW/KUM/13/02
- poisztywne do5m w mm gdzie / wm
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Zakres akredytacji Nr AP 162

. . . . Niepewnos¢é Miejsce Metoda
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakr: miar . 7 g
P s pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. pomiarowa
Dlugosé
Grubosciomierze czujnikowe o wartosci dziatki
elementarnej:
- (0,001; 0,002; 0,005) mm (0+5) mm 0,3 pm
- 0,01 mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0 +10) mm 0,7 ym
- 0,01 mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0 = 30) mm 0’8 um
. g,(1)1mnr1nn.1; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0 = 50) mm 1,0 pm
L . (0°+50) mm 6 pm s IW/KUM/14/02
Glebokosciomierze czujnikowe o wartosci dziatki
elementarnej:
- (0,001; 0,002; 0,005) mm (0 +5) mm 0,3 um
- 0,01 mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0+10) mm 0,7 ym
- 0,01 mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm - 0,01 (0+30) mm 0,8 ym
mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0 +50) mm 1,0 ym
-0,1 mm; (0 + 50) mm 6 um
Macki pomiarowe zewnetrzne (0 ' 10) mm 0,5 ym
(] * 20) mm 0.7 ym
(0 +40) mm
. 1,2 ym
(0 +60) mm 17
0+ 100) mm £ Hm
( 2,8 ym
Macki pomiarowe wewnetrzne (2,5+12,5) mm
ﬂg : gg; mm o b s IW/KUM/14/03
(30 + 55) mm 1,1 um
(40 + 90) mm 1,6 um
(70 +120) mm 2,5um
(90 + 140) mm 3,3 um
(130 + 180) mm 3,9 um
4,9 ym
Czujniki analogowe
- dziatka elementarna 0,1 mm zakres do 50 mm 6 um
Czujniki analogowe
. zakres do 10 mm 1,0 um
- dziatka elementarna (0,02; 0,01) mm powyzej 10 do 30 mm 1,5 um
powyzej 30 do 50 mm 2,1 um
powyzej 50 do 80 mm 3,1 um
powyzej 80 do 100 mm 3,9 um
Czujniki analogowe
— dz. element. (0,005; 0,002; 0,001) mm zakres do 5 mm 0,5 pm
Czujniki analogowe
z uchylnym trzpieniem do 3 mm 0,9 um
dziatka elementarna (0,02; 0,01 mm
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem
- dz. element. (0,005; 0,002; 0,001) mm do 0,6 mm 0,5 pm
Wzorcowanie za
do 12,7 mm 3,3 um pomoca przyrzadu
Czujniki cyfrowe pow. 12,7 do 25,4 mm 3,4 um S OPTIMAR 100
—rozdzielczos$é 0,02 mm pow. 25,4 do 50,8 mm 3,8 um
pow. 50,8 do 100 mm 5,0 um IW/KUM/18/01
do 12,7 mm 2,5um
Czujniki cyfrowe pow. 12,7 do 25,4 mm 2,7 um
—rozdzielczos$é 0,01 mm pow. 25,4 do 50,8 mm 3,1 um
pow. 50,8 do 100 mm 4,5 um
do 12,7 mm 1,8 um
Czujniki cyfrowe pow. 12,7 do 25,4 mm 2,0 um
—rozdzielczos$¢ 0,005 mm pow. 25,4 do 50,8 mm 2,5um
pow. 50,8 do 100 mm 4,1 um
do 12,7 mm 1,0 um
Czujniki cyfrowe pow. 12,7 do 25,4 mm 1,3 um
- rozdzielczos¢ (0,002; 0,001) mm pow. 25,4 do 50,8 mm 2,1 um
pow. 50,8 do 100 mm 3,9 um
do 12,7 mm 0,8 um
Czujniki cyfrowe pow. 12,7 do 25,4 mm 1,1 um
- rozdzielczosé 0,0005 mm pow. 25,4 do 50,8 mm 2,0 um
pow. 50,8 do 100 mm 3,8 um
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Zakres akredytacji Nr AP 162

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiaro Niepewnosc Miejsce Metoda
P P wy pomiaru dla CMC dziat. pomiarowa
Dlugosé
Czujniki cyfrowe
— rozdzielczosé (0,0005; 0,0002) mm do 3 mm 0,5 um
Czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem
- rozdzielczo$¢ 0,01 mm do 1 mm 3,3 um
- rozdzielczo$¢ 0,001 mm 0,9 um
Czujniki analogowe calowe N
— dz. element. 0,00127 mm / 0,00005” 0,4 um /0,000014
- dz. element. 0,00254 mm / 0,00010” 0,4 um / 0,000015”
—dz. element. 0,00635 mm / 0,00025” do 6,35 mm / do 0,250” 0,5 um/0,000020”
- dz. element. 0,0127 mm / 0,0005 0,8 um /0,000031”
— dz. element. 0,0254 mm / 0,001” 1,5 um / 0,000060”
Wzorcowanie za
Czujniki analogowe calowe pomoca przyrzadu
- dz. element. 0,00254 mm / 0,0001” pow. 6,35 mm do 25,4 mm 0,8 um /0,000030” S OPTIMAR 100
- dz. element. 0,0254 mm / 0,001” pow. 0,250” do 1,000” 1,7 um/ 0,000065”
- dz. element. 0,254 mm / 0,01” 14,7 um / 0,00058” IW/KUM/18/01
pow, 25,4 mm do 50,8 mm
pow. 1,000” do 2,000” 2,0 um /0,00008”
Czujniki analogowe calowe w. 50 é mm d 7% 2 mm
— dz. element. 0,0254 mm / 0,001” pow. 50,5 mm clo 75,2 m 2,5 um /0,00010”
- dz. element. 0,127 mm / 0,005” pow. 2,000” do 3,000
pow. 76,2 mm do 101,6 mm 3,0 um / 0,00012”
pow. 3,000” do 4,000”
Czujniki analogowe calowe z uchylnym
trzpieniem
- dz. element. 0,00254 mm/ 0,0001” do +0.030”
0,00127 mm / 0,00005” © =0, 0,3 um / 0,000013”
- dz. element. 0,0127 mm / 0,0005” 0,8 um / 0,000030”
Pierscienie wzorcowe:
towi od 3 mm do 50 mm 0,7 um
- za pomocg glowicy pow. 50 mm do 90 mm 0,8 um
. od 12 mm do 50 mm 0,6 pm
za pomoca kablakow pow. 50 mm do 100 mm 0,7 pm
pow. 100 mm do 150 mm 1,0 um
pow. 150 mm do 200 mm 1,4 um
pow. 200 mm do 250 mm 1,8 um
pow. 250 mm do 300 mm 2,3 tm W:Ia K:o“:lrliilr
s dzi e tadkie: S dtugosciomierza
prawdziany pierscieniowe gtadkie: od 3 mm do 50 mm 0,7 um ULM 520 S-E
- za pomoca glowicy pow. 50 mm do 90 mm 0.8 um
i od 12 mm do 50 mm 0,6 pm
- za pomoca kabigkéw pow. 50 mm do 100 mm 0,7 um
pow. 100 mm do 150 mm 1,0 um
pow. 150 mm do 200 mm 1,4 um
pow. 200 mm do 250 mm 1,8 um
pow. 250 mm do 300 mm 2,3 um
Srednica podziatowa D2 W:Ia KUOI\:ITI‘iiIOZ
Sprawdziany gwintowe pierscieniowe walcowe od 2,6 mm do 90 mm 3,1 pum S dlugozciomi:rza
pow. 90 mm do 125 mm 3,2 um ULM 520 S-E
Srednica podziatowa d2 W:Ia KUOI\:ITI‘iiI%
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe od 1 mm do100 mm 3,0 um S dlugogciomi:rza
pow. 100 mm do 200 mm 3,1 um ULM 520 S-E
(25+100) mm 0,4 um
(125+200) mm 1,0 um W:IaK: o“:lrﬁilg‘t
Wzorce nastawcze do wymiaréw zewnetrznych (225+300) mm 1,4 um S dlugosciomierza
(325+400) mm 1,8 pm U%M 520 S.E
(425+500) mm 2,2 um
i IW/KUM/22/05
Sprawdziany gwintowe pierscieniowe stozkowe Srednica podziatowa 5,0 um S dluzzggir:r:.i::rza
(4+100) mm U%M 520 S-E
) IW/KUM/22/06
. . L. . Srednica podzialowa za pomoca
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stozkowe (4+100) mm 5,0 um S dln%ﬁ?;omsieéza

Wersja strony: A

Wydanie nr 7, 23.04.2020

str. 6/9




PCA
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Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiaro Niepewnosc Miejsce Metoda
P P wy pomiaru dla CMC dziat. pomiarowa
Kat
Spoinomierze _ (80 + 160) ° 0,29° s IW/KUM/01/02
- pomiary kata ukosowania
Katomierze uniwersalne analogowe (4 x90)° 3,0°
Katomierze uniwersalne cyfrowe (0 +360)° 1,5' S IW/KUM/03/01
Katomierze traserskie (0+180) ° 0,12°
Katomierze cyfrowe (0 +360)° 0,04° S IW/KUM/03/02
2 pm (ptaskos¢)
Katowniki 90° dwuramienne dtugosé dtuz. ramienia 1 pm (prostoliniowos¢)
a od 40 mm do 500 mm 1,4 ym (réwnolegtosc) S IW/KUM/04/01
1,1 ym (prostopadtos¢)
Katowniki 90° walcowe Wysokos¢ do 400 mm 1,0 um S IW/KUM/15/01
Plytki katowe o matowych powierzchniach do 30° 31 S IW/KUM/10/03
Btad ustawienia wskaz.
zerowego
0,2 dz. el.
Btad wartosci dziatki IW/KUM/21/01
Optyczne poziomnice katowe *120° elementarnej S za pomoca optycznej
4" glowicy podziatowej
Btad pomiaru w catym
zakresie
12"
Btad pomiaru w catym
zakresie IW/KUM/21/02
Poziomnice koincydencyjne (0$20) mm/m 0!014_'““_1/'“ S za pomoca optycznej
Btad ustawienia wskaz. glowicy podziatowej
zerowego
0,002 mm/m
0,2 dz. el.
(btad ustawienia
i . wskazania zerowego)
Poziomnice liniatowe (0+1) mm/m S IW/KUM/11/01
0,019 mm/m
(btad wartosci dziatki
elementarnej)
0,2 mm
Poziomnice budowlane do2m (btad ustawienia
wskazania zerowego
ampuiki) S IW/KUM/11/02
Poziomnice cyfrowe (4 x90)° 0,04°
Geometria powierzchni
Ptaskie ptytki interferencyjne $rednica do 100 mm 0,04 ym
Plaskoréwnolegle'pl_ytki ir_1terfere_ncyjne diugosé plytek S IW/KUM/08/01
- odchytka ptaskosci powierzchni . 0,06 um
- odchytka réwnolegtosci powierzchni (12,00 + 80,00) mm 0,16 ym
do 100 mm 0,7 pm
Linialy krawedziowe pow. 100mm do 400mm 2,3 pm S IW/KUM/17/03
pow. 400mm do 700mm 3,9 um
dlugos¢ dtuzszego boku
250 mm 1,1 um
400 mm 1,3 um
630 mm 1,8 um IW/KUM/20/01
Plyty pomiarowe 800 mm 2,0 um S,P za pomoca poziomnic
1000 mm 2,2 um réznicowych Talyvel 6
1200 mm 2,5um
1600 mm 2,9 um
2000 mm 3,2 um
2500 mm 3,6 um
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. . . . Niepewnos¢é Miejsce Metoda
iekt wzorcowani miar Zakr: miar . ’ R
Obiekt wzorcowania/pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. pomiarowa
dtugosé liniatu

250 mm 1,0 pm
500 mm 1,5 pum
1000 mm 2,2 um IW/KUM/20/01

Liniaty powierzchniowe 1500 mm 2,8 um S,P za pomoca poziomnic
2000 mm 3,2 um réznicowych Talyvel 6
2500 mm 3,6 um
3000 mm 4,0 ym
4000 mm 4,6 um
5000 mm 5,2 um

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnosé rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok.
95 %. Niepewnos¢ pomiaru dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 162

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 162

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

— KIEROWNIK
HOLOGRAM DZIALU AKREDYTACJI WZORCOWAN

HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

~— .
ELZBIETA GRUDNIEWICZ

dnia: 23.04.2020 r.
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